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摘要(译)

本发明公开一种oLED显示器的测量方法，所述测量方法包括如下步骤：
a)将oLED显示器的像素进行分组；b)同一组中的像素可以进一步细分为
子像素；c)测量oLED显示器的同一组中的子像素的发光信息；d)对oLED
显示器的所有分组的子像素进行分组测量后，将所有分组的子像素的发
光信息合并在一起，完成oLED显示器的像素的测量。采用所述方法测量
方法测试效率高，不仅可以应用于研制阶段对样品的测试，也适用于生
产阶段对显示设备的大批量测试；还可以用分辨率不高的图像采集设备
完成对高分辨率显示设备的精确测试，同时不需要移动设备。
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